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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Z 2324 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Z 2324-1 第 1 部：標準試験片 

JIS Z 2324-2 第 2 部：レーザ式検査装置の性能試験方法 

JIS Z 2324-3 第 3 部：カメラ式検査装置の性能試験方法 

JIS Z 2324-4 第 4 部：渦電流式検査装置の性能試験方法 
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非破壊試験－加工穴内径面自動検査装置－ 

第 3 部：カメラ式検査装置の性能試験方法 

Non-destructive testing-Automatic inspection system for inner diameter 

surface of machining holes-Part 3: Method of testing  

for performance characteristics of camera inspection system 

 
1 適用範囲 

この規格は，主に自動車及び産業機械部品に用いる加工穴内径面（以下，検査面という。）のきずをカメ

ラによって自動検査する装置（以下，検査装置という。）の性能を，JIS Z 2324-1 に規定する標準試験片（以

下，標準試験片という。）を用いて試験する方法について規定する。 

なお，検査装置のきず検出の原理を，附属書 A に示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 1609-1 照度計 第 1 部：一般計量器 

JIS C 5610 集積回路用語 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 

JIS Z 2324-1 非破壊試験－加工穴内径面自動検査装置－第 1 部：標準試験片 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 9110 照明基準総則 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 5610，JIS Z 2300 及び JIS Z 2324-1 による。 

3.1 

プローブ 

検査面に光を照射し，かつ，反射光を受光する検査装置の部位。 

3.2 

カメラユニット 

カメラ及びプローブから構成される撮像機器。 

3.3 

芯ずれ 

プローブの軸心と標準試験片の内径の軸心とが一致していない状態。 


